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摘要(译)

本发明提供一种对具有第一电极（12）、第二电极（17）、夹在第一电
极（12）和第二电极（17）之间的功能层（16）以及发光层（15）的有
机EL元件进行的缺陷监测方法。所述缺陷检测方法包括：暗点显在化工
序，通过在第一电极（12）和第二电极（17）之间施加用于使暗点显在
化的电压，所述暗点是发光层（15）成为不发光的点，从而在有机EL元
件在第一电极（12）和第二电极（17）之间具有成为引起不发光的原因
的缺陷部（3）的情况下，使功能层（16）的与缺陷部（3）对应的第一
部分（16c）的电阻下降；和暗点检测工序，在暗点显在化工序之后，在
第一电极和第二电极之间施加如果是没有缺陷部的正常的有机EL元件的
情况下它是会发光的电压即发光所需电压，对暗点进行检测。
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